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摘要(译)

超声波测量装置具有：超声波换能器装置，该超声波换能器装置包括：
超声波元件阵列；设置在第一端侧的第一至第n第一端侧端子XA1至
XAn；以及第一至第n第二端侧。 端子XB1至XBn设置在与第一端侧相对
的第二端侧。 第一发送电路，其将第一驱动信号VTA1至VTAn输出至第
一至第n个第一端侧端子XA1至XAn； 第二传输电路将第二驱动信号
VTB1至VTBn输出到第一至第n第二端侧端子XB1至XBn。
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